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Parallel Test mit der Lambda edition

Unsere In-Circuit-Tester in der Lambda edition verkurzen die Takt-
zeiten und erhdhen den Durchsatz. Die Entwicklung der Technologie
hat neue Produktdesigns hervorgebracht. Diese werden immer klei-
ner und komplexer. Oft kdbnnen einzelne Bauelemente wegen diesen
Veranderungen nicht, oder nur aufwendig getestet werden. Das fuhrt
zu einer Erhohung der Taktzeiten.

Wie viel Zeit Sie dadurch sparen, kdnnen Sie leicht ausrechnen:
(Taktrate — 25%) — (Ladezeit + Entladezeit) = kurzere Testzeit

NUTZEN
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Lambda edition: paralleles Testen von Leiterplatten als Losung g
Mit dieser Technik kdnnen Sie gleichzeitig zwei oder mehr Baugrup- § -
pen testen und so die Taktzeiten optimieren und die Testzeit verkir-
zen oder die Tests auf dem schnellsten Weg durchflhren. _ VEIHEE ]
Ein ICT oder Funktionstest wird von zwei oder mehr unabhangigen g TESTKOPF 2
Testkopfen ausgefuhrt und dadurch die Prufzeit um den entspre- 5

chenden Faktor reduziert. Dies gilt fir einen Mehrfachnutzen eben-
so wie fir mehrere unabhangige Einzelpriflinge.

Die Lambda edition mindert so die Testzeit bei zwei Priflingen bei-
spielsweise um 50 Prozent, bei vier um 75 Prozent und so weiter.

Optimale Unterstitzung: Nutzentest dadurch noch effizienter

Die Lambda edition unterstiutzt zudem den Nutzentest optimal.
Durch die Kombination mit einem Flashrunner, konnen auf Digital-
test-Testsystemen Multi-Panel-Boards vollig unabhangig parallel
getestet und programmiert werden.

Das spart nicht nur Produktionszeit, sondern auch Warte-, Inspekti-
ons- und Handlingzeiten.

Vorteile des parallelen Testens kompakt zusammengefasst

Baugruppen kénnen ohne zusatzlichen Aufwand getestet werden
Leistungsfahige uns sensible Softwareumgebung

Kleine, kostengunstige Testkopfe

Geringe Hardwarekosten und geringer Platzbedarf

Optimierte Taktzeiten
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